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Основой любого электронного изделия является печатная плата. Ведущим предприятием по их изготовлению в России является ООО «ТЕХНОТЕХ» (г. Йошкар-Ола), освоившим производство печатных плат до 7 класса точности. 

В качестве подложек печатных плат используют высококачественные материалы на диэлектрической основе, среди которых стеклотекстолит марки FR-4, различные СВЧ-материалы: ФАФ, PTFE материалы Rogers, Taconic и др. Для придания поверхности определенной шероховатости, улучшающей её адгезионные свойства, перед нанесением паяльной маски в технологический процесс вводится операция плазменной обработки поверхности печатной платы [1]. С течением времени полученный результат подготовки поверхности ухудшается и, следовательно, изменяется адгезия между материалами.
Целью наших исследований был выбор оптимального неконтактного метода исследования поверхности печатной платы после её плазменной обработки с возможностью определения параметров шероховатости, позволяющего проследить динамику изменения поверхности с течением времени в естественных атмосферных условиях.
Для исследования морфологии поверхности печатной платы после её плазменной обработки, мы использовали методы микроскопии [2]. Выяснено, что оптическая микроскопия не позволяет наблюдать особенности структуры материала, поскольку размеры неоднородностей поверхности меньше разрешающей способности оптического микроскопа. Применение сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) ограничено тем фактом, что образцы непроводящие. Это приводит к «засветке» участков поверхности под электронным лучом. Тем не менее, используя щадящий режим, нам удалось получить удовлетворительное изображение топографии поверхности диэлектрика [3]. Однако полученное изображение не позволяет определить количественные параметры шероховатости поверхности.

Использование атомно-силового микроскопа (АСМ) без вакуумной камеры, позволило получить детальное изображение поверхности в виде трёхмерной картины. Полученные изображения дают информацию о параметрах шероховатости поверхности. К тому же отсутствие вакуума в АСМ позволяет проследить динамику изменения поверхности с течением времени после её плазменной обработки.
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